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LayTecは、MOCVD、MBEなどの薄膜工程に関する In situモニタリングシステム分野にお
けるリーダーです。当社のリアルタイムセンサーは研究開発、大量生産現場の両方で使用

されています。 
当社の測定技術は、ウェハーの蒸着工程中であっても、エピタキシャル成長特性（成長速

度）、膜厚、ドーピングレベル、三元材料組成、表面粗度、ウェハー表面温度（真温度）、

ウェハーの曲率の項目についての非常に高精度な測定を可能にします！  
当社の最新センサーEpiCurve® TT は、ウェハー選択的温度、反射率の測定、最高 0.3 km-1

という抜群の分解能で、ウェハーの曲率測定を同時に行います。 
EpiTTセンサーは、現在 GaN LED製造向けに世界中各国で優先的に採用されており、最適
化された二つの波長における高温測定と反射率測定との組み合わせにより放射率修正を行

う温度測定技術を提供しています。EpiRAS® TTは、最先端のマルチウェハー用 In situセン
サーです。これは、新規 GaAsおよび InPベースのオプトエレクトロニクス・デバイスの研
究開発用途として唯一のセンサーです。当社のセンサーは、放射率修正を行う高温測定、

標準化反射率を用いたスペクトロスコピー、反射率異方性スペクトロスコピー（RAS）、
レーザ曲がり測定の 4つの測定原理に基づいています。 
In situ モニタリングにより得られたエピタキシャル成長プロセスの知識が増加したことで、
開発サイクルが大幅に削減され、また優れた品質管理法の実現が可能となりました。 

• 当社は、現在光学センサー技術および半導体エピタキシーの両分野において、

長年にわたり社内に専門技術を有する世界唯一の企業です。 
• 当社のセンサーのほぼ 30%は公立研究機関および世界各国の著名な研究機関グ
ループで使用されており、材料/プロセスの新規発見事実を絶え間なく確保して、
競合相手に対して当社のセンサー優位性を保っています。 

• LayTec の高精度機器は容易にカスタマイズでき、顧客には、最大の性能を発揮
できるよう当社製品の使用に必要な最大限のサポートを提供しています。 

• ソフトウェアは、新規アプリケーションに対応し、最新のデータベース項目を

取り込むよう定期的にアップデート・改良されています。LayTec の登録顧客に
は、詳細なオンライン・サポートサービスの利用が可能です。 

• 当社のセンサーを用いると、世界各国の主要 LED ならびに LASER 製造設備に
おける製造ラインの MOCVD システムで日々証明されているように、また量子
ドット VCSELS のような非常に複雑なデバイスに関しても歩留まり向上や納期
短縮により製造コストを削減できます。 
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